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化学状態の制御 

・化学強化ガラス等ガラス/セラミックス内の特定元素の元素分

布(XRF) 
・軽元素の化学状態識別とその空間分布 (XAFS, XANES, 

EXAFS) 
・各種環境下での化学状態変化を追跡(nap-XPS, quick-XAFS) 
                                                                               

複合材料等の凝集、分散、配向の制御 
・電極用フリットの凝集状態 (SAXS, WAXS) 
・各種フィラーの分散状態 (SAXS, WAXS) 
・調光ガラス(Electro Chromic , Liquid Crysta, Suspended 

Particle )内部の分散、配向状態 (SAXS, WAXS)                                                    

融解、析出、結晶化の制御 
・溶融過程の顕微観察 (operand-CT, XRF …) 
・各種結晶化ガラスの生成過程 (XRD) 
・誘電セラミック等の粒内、粒界の局所結晶構造(GIXRD…)            

ナノ構造、ミクロ構造の制御 
・光触媒ガラスなどのコート層の分析 (CT, XRF, XPS, HAXPES) 
・メソポーラスシリカ、バイオガラス等の顕微３D分析 (CT, XPG) 
・不均一成分材料の構造可視化 (XPG, CT, 位相コントラスト) 
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